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k57 Resumen:
Nuevo metodo de analisis de elementos qumicos,
metales y no metales, en lquidos por ablacion laser
previa congelacion de la muestra.
La presente invencion se reere a un metodo directo
para la determinacion cuantitativa de metales y otros
elementos qumicos para cualquier tipo de lquido
mediante la tecnica de ablacion laser que posibilita
la deteccion en concentraciones por debajo de los
ppm (partes por millon) a algunos ppb (partes por
billon). La invencion se encuadra dentro del campo
de la aplicacion de la tecnologa laser en la deter-
minacion de contaminantes en muestras lquidas de
todo tipo, como por ejemplo aguas pluviales, sub-
terraneas, afluentes naturales, cloacales, de residuos
industriales, zumos de fruta, leche y sus derivados y
de tipo biologico como sangre, suero, orina y otros.
El metodo de analisis esta basado en la congelacion
previa de la muestra y la subsiguiente ablacion de
su supercie, que se reivindica en la presente so-
licitud de patente presupone una importante inno-
vacion como as una mejora sensiblemente superior
del proceso, lo que permite una importante mejora
en la sensibilidad, el manejo de muestras toxicas o
potencialmente peligrosas, util para cualquier tipo
de lquido susceptible de analisis in-situ, haciendolo
mas directo y mas simple y con excelentes lmites de
deteccion.
Aviso: Se puede realizar consulta prevista en el art. 40.2.8 LP.
Venta de fascculos: Ocina Espa~nola de Patentes y Marcas. C/Panama, 1 { 28036 Madrid
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